Tiheysmittaus

Tiheysmittaus
prosessiputken lapi

Tiheysmittaus vinottain
pienen prosessiputken |api

Nesteiden tiheysmittaus perustuu

prosessiaineen tiheysvaihtelun
aiheuttamaan absorptiomuutokseen.

Laitteisto muodostuu sateiljgosasta,
tuikelaskijailmaisimesta,

lahettimesta ja prosessiputki-
kohtaisista kiinnitysosista.

Laitteisto asennetaan ‘ﬂw—'
(eristetyn) prosessi-

putken paalle kiinnitysosien
avulla tai kayttaen hyvaksi
ulkopuolista tuentaa. Likaantuvassa
prosessissa voidaan kayttaa erillista
mittausputkea, jonka sisapinta on
pinnoitettu kulutusta kestavalla polymeeri-
kerroksella.

Tiheysmittaus voidaan toteuttaa myos sailiosta
kiintealla tai likuteltavalla laitteistolla.

Laitteistoon voidaan liittda prosessiaineen
lampaotilavaintelujen kompensointi (Pt-100 tai
mMA-viesti).

Lahde on laskettu sailion sisélle suoja-
putkessa ja ilmaisin on séilion ulkopuolella



